Mikroskopie atomarnich sil (AFM) je mlada a Siroce pouzivand metoda zob-
razovani povrchu, nanostruktur, biologickych a dalsich citlivych objektii pomoci
rastrujictho hrotu na ohebném raménku. Pfi provozu na vzduchu dosahuje rozli-
seni nékolika nanometri, toto rozliseni je zavislé zejména na pouzivaném hrotu.
Predlozend préace se zabyva modifikaci pouzitych hrotii pomoci uhlikovych nano-
trubicek (CNT) v faddkovacim elektronovém mikroskopu (SEM) za vyuziti tech-
niky fokusovaného iontového svazku (FIB) a soustavy vstfikovani plynnych pre-
kurzori (GIS). Je zde prezentovano nékolik postupt pripravy vzorkiu CNT a jejich
pripevnéni na hrot pro AFM. Funkc¢nost hrotii byla ovérovana v AFM za pomoci
kalibrac¢nich vzorku slozenych z definovanych nanostruktur.



